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TOF-SIMS はパルス化した一次イオンビームで試料表面をスパッタし、発生した二次イオンの

飛行時間から質量スペクトルを得る表面分析法である。質量分解能は一次イオンビームのパルス

幅に反比例する。一次イオンビームを時間的に圧縮するバンチングという手法を用いると、短パ

ルスビームとなり高い質量分解能が得られる。ただしバンチングはビームの集束性を悪化させ、

イメージングの面分解能が低下するため、高質量分解能と高面分解能の両立は難しい。発表者ら

はこの問題を解決するため、バンチング法ではなく遅延引込法を用いてきた。これは TOF への二

次イオン引込電圧を一次イオンビームによるスパッタ後に印加することで、パルス時間幅を二次

イオンの空間分布に置き換える方法である。しかしながら、遅延引込法では TOF-MS の最適設定

値が質量に依存するため、最適化した質量から離れるほどピーク形

状が崩れ質量分解能が低下する。そこで本研究では Wiley-McLaren

の二段階引出法 1)を用いることにした。既存の TOF-SIMS 装置に図 1

のようなメッシュを 1 段目の引き込み電極として追加し、二段階の

引出電圧により空間分布を収束させる Wiley-McLaren の条件を作り

出した。これにより図 2 のように広範囲で高質量分解能のマススペ

クトルを得ることができた。 
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Z 図 1: メッシュ電極の配置 
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図 2: 従来法(遅延引出)と本方法(二段階引出)による質量スペクトルの比較 
（試料: インジウム板、FIB パルス幅 100 ns） 
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